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COMMISSION ELECTROTECHINIQUE INTERNATIONALE

)\; ETALONNAGE DES ANALYSEURS DE SPECTRE OPTIQUE

7 .
S AVANT-PROPOS
La Comr@filectrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ense grdes comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEI a pour objet de
favoriser la gpération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de

glectronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie des Normes internationales,
hniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des
Guides (ci-aprés gengmmés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée a des comités d'études,
aux travaux des out Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations
internationales, gou entales et non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent également aux
travaux. La CEI coll étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des
conditions fixées par a ntre les deux organisations.

Les décisions ou accords Is de la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord intefhatipnal sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaqu té d’études.

Les publications de la CEI se pr?fent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées
comme tels par les Comités natigha@xde la CEl. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de l'exactitude du conten@nnique de ses publications; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou ints:srétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final

Dans le but d'encourager l'uniformité i tionale, les Comités nationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de facoff transparente les Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toute divergengﬁ toute Publication de la CEI et toute publication nationale ou

régionale correspondante doit étre indiqué es clairs dans cette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le uage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré me a l'une de ses normes.
Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en ssion de la derniére édition de cette publication.

mandataires, y compris ses experts particuliers et | bres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout préjudice causé en cas mages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indir 4 pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses découlant de la publication ou utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé

Aucune responsabilité ne doit étre imputée a la @é ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

L'attention est attirée sur les références normatives citées d publication. L'utilisation de publications
référencées est indispensable pour une application correcte de la p te publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la prés€ntge Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogue CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne voir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 62129 a été établie par le Comité d’Et& 86: Fibres optiques.

La CEI 62129 annule et remplace la CEI/PAS 62129 et constitue une téx¥{Sion technique.

Le texte de la présente norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote 6:

86/245/FDIS 86/250/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le\votg ayant
abouti a I'approbation de la présente Norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. 0
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

*

7
S FOREWORD

The InteI Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all natio gctrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote
internationa peration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,
Technical Reports’ 4Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC
Publication(s)”). T#feir preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested
in the subject deag ith may participate in this preparatory work. International, governmental and non-
governmental organiZatigns liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely
with the Internationa nization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by
agreement between the ganizations.

)\; CALIBRATION OF OPTICAL SPECTRUM ANALYZERS

The formal decisions or a
consensus of opinion on t
interested IEC National Com

nts of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international
rglevant subjects since each technical committee has representation from all

IEC Publications have the for
Committees in that sense. Whil
Publications is accurate, IEC ca
misinterpretation by any end user.

In order to promote international unif@/, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent ssib%e in their national and regional publications. Any divergence

e%ﬁommendations for international use and are accepted by IEC National
Igfeasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC
e held responsible for the way in which they are used or for any

between any IEC Publication and the corre ing national or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicat approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an IEC

lication.
All users should ensure that they have the latest edi f this publication.

No liability shall attach to IEC or its directors, emplo
members of its technical committees and IEC National
other damage of any nature whatsoever, whether dire
expenses arising out of the publication, use of, or reli
Publications.

ervants or agents including individual experts and
ittees for any personal injury, property damage or
indirect, or for costs (including legal fees) and
pon, this IEC Publication or any other IEC

Attention is drawn to the Normative references cited in this p ion. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication. 1@
o

Attention is drawn to the possibility that some of the elements C Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or ugh patent rights.

International Standard IEC 62129 has been prepared by IE(@Qnical committee 86: Fibre
optics.

IEC 62129 cancels and replaces IEC/PAS 62129, published in; 4, and constitutes a
technical revision.

The text of this standard is based on the following documents: ;

FDIS Report on voting 6ﬁ

86/245/FDIS 86/250/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in th @on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

$
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous «http://webstore.iec.ch» dans les données
r%es a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

*¥ regbnduite;
+ % imée;
s T ée par une édition révisée, ou
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the
maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data
relaﬁi to the specific publication. At this date, the publication will be

r nfirmed;

. 6} rawn;
s r d by a revised edition, or
*+ ameéended.



-10 - 62129 O CEI:2006

ETALONNAGE DES ANALYSEURS DE SPECTRE OPTIQUE

1 éﬁn’aine d'application

La pré%gt Norme internationale fournit des procédures pour étalonner un analyseur de
spectre o destiné a mesurer la distribution en puissance d’un spectre optique. Cet
analyseur ipé d’un port d’entrée a utiliser avec un connecteur a fibres optiques.

Un analyseur d€ spectre optique est équipé des caractéristiques minimales suivantes:

a) la capacité d 2aliser a I'écran un spectre optique en fonction de longueurs d'onde
absolues;

b) un marqueur/curs i affiche la puissance optique et la longueur d’onde d’un point sur la
visualisation de spe@

NOTE La présente norme s‘a@aux analyseurs de spectre optique développés pour étre utilisés dans les
communications par fibres optiques et elle est limitée aux équipements pouvant mesurer directement la sortie de

spectre optique a partir d’'une fibre opti , lorsque celle-ci est connectée au port d’entrée installé dans I’analyseur
de spectre optique, au travers d’un co ur de fibre optique.

En plus, un analyseur de spectre ue peut mesurer la distribution spectrale de puissance
en fonction des longueurs d’onde olues de la lumiére testée et afficher les résultats de

telles mesures. Il n’inclura pas d’appargikde mesure de la longueur d’onde optique mesurant
uniquement les longueurs centrales, férométre Fabry-Perot ou un monochromateur ne
possédant pas d’unité d’affichage.

Les procédures décrites dans la présente nﬁe sont considérées comme destinées a étre
effectuées principalement par des utilisateurs dg(;nalyseurs de spectre optique. Le document

n’inclut donc pas les corrections utilisant les ré de I'étalonnage dans le corps principal.
Les procédures de correction sont décrites da 'Annexe C. La présente norme sera a
fabricants d’analyseurs de spectre

I’évidence utile aux laboratoires d’étalonnage e

optique.
2 Références normatives :

document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'appli . Pour les références non
datées, la derniére édition du document de référence s'appli u& compris les éventuels

amendements). /

CEI 60050-731, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — itre 731: Télécom-
munications par fibres optiques

Les documents de référence suivants sont indispensables@re I'application du présent

CEI 60359, Appareils de mesures électriques et électroniques — Expression dé:erformances

CEI 60793-1 (toutes les parties), Fibres optiques — Partie 1: Méthode mesure et
procédures d’essai &

CEI 60825-1, Sécurité des appareils a laser — Partie 1: Classification des m!tér;'els,
prescriptions et guide de I'utilisateur

CEIl 60825-2, Sécurité des appareils a laser — Partie 2: Sécurité des systém&pde
communication par fibres optiques

CEI 61290-3-1, Amplificateurs optiques — Méthodes d’essai — Partie 3-1: Parametres du facteur
de bruit —Méthode d'analyseur de spectre optique
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CALIBRATION OF OPTICAL SPECTRUM ANALYZERS

1 6ope
*

This K ational Standard provides procedures for calibrating an optical spectrum analyzer
designed to measure the power distribution of an optical spectrum. This analyzer is equipped
with an in;@tt for use with a fibre-optic connector.

An optical sp% analyzer is equipped with the following minimum features:

a) the ability to sent a display of an optical spectrum with respect to absolute wavelength;

b) a marker/curso displays the optical power and wavelength at a point on the spectrum
display.

t
limited to equipment that can dig€ctly measure the optical spectrum output from an optical fibre, where the optical
fibre is connected to an input portg led in the optical spectrum analyzer through a fibre-optic connector.

*

In addition, an optical spectr Flsnalyzer can measure the spectral power distribution with

NOTE This standard applie@: ical spectrum analyzers developed for use in fibre-optic communications, and is
0

respect to the absolute wavele f the tested light and display the results of such measure-
ments. It will not include an optical wavelength meter that measures only centre wavelengths, a
Fabry-Perot interferometer or a mo romator that has no display unit.

The procedures outlined in this stanre considered to be mainly performed by users of
optical spectrum analyzers. The docunmepf,stherefore, does not include correction using the
calibration results in the main body. The rection procedures are described in Annex C.
Of course, this standard will be useful in jpration laboratories and for manufacturers of
optical spectrum analyzers.

7

*
2 Normative references %

The following referenced documents are indispensable f e application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) app

IEC 60050-731, International Electrotechnical Vocabulary (I Chapter 731: Optical fibre
communication 2

IEC 60359, Electrical and electronic measurement equipment — EXx, z'?n of performance
IEC 60793-1 (all parts), Optical fibres — Part 1. Measurement method test procedures

IEC 60825-1, Safety of laser products — Part 1: Equipment classificat/@fequirements and
user's guide

IEC 60825-2, Safety of laser products — Part 2: Safety of optical fibre commun"gﬁm systems
IEC 61290-3-1, Optical amplifiers — Test methods — Part 3-1: Noise figure paramet@)pﬁcal

spectrum analyzer method
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BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA, et OIML:1993, Vocabulaire international des termes
fondamentaux et généraux de métrologie

Bya,\ipEl, FICC, ISO, UICPA, UIPPA, et OIML, Guide pour I'expression de lincertitude de

me (GUM)
/P
3 Tekﬁs et définitions
Pour les b jns du présent document, les termes et définitions contenus dans la CEl 60050-
731 ainsi qu X qui suivent s'appliquent.
3.1 :O
étalonnage
ensemble des opérati qui établissent, dans des conditions spécifiées, la relation entre les
valeurs indiquées par ument de mesure et les valeurs connues correspondantes de cette
quantité (voir aussi VIM gtion 6.11)
3.2

étalonnage qui inclut I’évaluati I'incertitude d’essai de I'analyseur dans les conditions de
référence (3.17)

3.3 @

étalonnage pour les conditions de f;@onnement
étalonnage pour les conditions de fonc ment d’'un analyseur de spectre optique (3.16)

incluant I’étalonnage de l'incertitude d’essa@ctionnel de I'analyseur

3.4 L/‘
longueur d’onde centrale @

A

centrale

longueur d’onde moyenne pondérée en puissan ns le vide d’'une source de lumiére,
exprimée en nanométre (nm)

Pour un spectre continu, la longueur d’onde centrale est définie p&

Acentrale = (1/ Ptotale ) J. P @ (1)

Pour un spectre constitué de modes discrets, la longueur d’'onde centrale est@%’s par:

Acentrale = ZP,A, /ZP, @/ (2)

étalonnage dans les condiho@s référence

ou < i/
p(A) est la densité spectrale de puissance de la source, par exemple exprimée en W/n;
estla i€ longueur d’onde discret;

,- o
P; est la puissance a A;, par exemple, exprimée en watts; \L

Piotale €st ZPj = puissance totale, par exemple, exprimée en watts.

NOTE Les intégrales et les sommes ci-dessus s’étendent théoriquement sur le spectre entier de Iaég de

lumiére.
S

niveau de confiance
estimation de la probabilité que la valeur réelle d’'un paramétre mesuré se trouve dans la plage
donnée (voir incertitude étendue (3.11))
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BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, and OIML:1993, International vocabulary of basic terms
in metrology (VIM)

B}% EC, IFCC, I1SO, IUPAC, IUPAP, and OIML, Guide to the expression of uncertainty in
me ement (GUM)
*

w

T@ and definitions

For the pu@és of this document, the terms and definitions contained in IEC 60050-731 and
the foIIowing@ws and definitions apply.

3.1 O

calibration O

set of operations ich.establishes, under specified conditions, the relationship between the
values indicated by measuring instrument and the corresponding known values of that

quantity (see also VIM, @ﬂtion 6.11)

3.2

calibration under referenceé congditions

calibration which includes th luation of the test analyzer uncertainty under reference
conditions (3.17) \ep

3.3 C?

calibration for operating conditionrsf@
the calibration for operating conditio 1% optical spectrum analyzer (3.16) including the

evaluation of the test analyzer operationa u&rtainty

*

34
centre wavelength %

Acentre
the power-weighted mean wavelength of a light sou in @ vacuum, in nanometers (nm)

For a continuous spectrum the centre wavelength is defined as: :

Acentre = (1 / Ptotal ) j p()\)@ (1)

For a spectrum consisting of discrete lines, the centre wavelength is defir@:

Acentre = Z'D:A: /ZPI @ (2)

S

p(A) is the power spectral density of the source, for example in W/nm; @
)\,- is the ith discrete wavelength;
P,- is the power at A,-, for example, in watts; Q

Ptotal is ZP,- = total power, for example, in watts. 6

3.5

NOTE The above integrals and summations theoretically extend over the entire spectrum of the |gh$e.

confidence level A
an estimation of the probability that the true value of a measured parameter lies in the giwven
range (see expanded uncertainty (3.11)) @





